»FIB/SEM mikroskop“
Priloha €. 1 - Technické podminky

Typové oznaceni pristroje

Helios Hydra CX

Zakladni pozadavky zadavatele

Pfredmétem zakazky je doddni, instalace a zaskoleni pro praci (véetné aplikacniho Skoleni) na FIB-SEM mikroskopu s iontovym svazkem
pracujicim na principu induktivné vazaného plazmatu pro korelativnim méreni dat svételné a elektronové mikroskopie za kryo-

podminek.

Pozadované technické a funkcni vlastnosti(Nabidka

. C e 5 . ) Minimalni nabidka
uchazece musi spliovat vSechny nize uvedené parametry)

ano
Pfedmétem plnéni je produkt Helios Hydra CX G4

Elektronovy tubus Elstar s in-lens detektorem TLD a in-

column detektorem ICD, iontovy tubus se zdrojem

induktivné vazaného plazmatu. lontovy zdroj je dodan ano

se Ctyfmi rdznymi typy plynd, a to xenon, kyslik, dusik a
argon. Doba zmény pouzivaného plynu nepfresahuje 10
minut.

Nabidka uchazece(Uchaze¢ uvede ANO/NE. V piipadé, 7e je v
technické specifikaci uvedena mezni hodnota rozméru nebo vykonu,
je nutno uvést konkrétni hodnotu, které jim nabizené plnéni
dosahuje. Ma se za to, Ze pokud uchazec¢ neuvede nékterou
pozadovanou hodnotu, jim nabizené plnéni dosahuje minimalni
hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimalni pozadovana
hodnota". Uchazec nize uvedené hodnoty garantuje.)
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Komora mikroskopu obsahuje pétiosy eucentricky kryo-
stolek s rozsahem pohybu v X a Y minimdlné 110mm,
prehledovou kameru, zafizeni pro plazmové c¢isténi
komory, detektor sekundarnich elektron(, ICE detektor,
retrahovatelna detektor zpétné odrazenych elektrond
(DBS).

Tlak uvnitf mikroskopu je wudriovdn soustavou
bezolejovych pump.

Soucasti dodavky je externi chladi¢ pracujici na principu
voda-voda.

Nanomanipulator pro manipulaci se vzorky uvnitf
komory mikroskopu pracujici jak za pokojové
teploty, tak | za kryo-podminek.

Systém pro depozici ochranné vrstvy platiny na
povrch vzorku (Gas injection system — GIS).
Flourescencni mikroskop integrovany do komory
mikroskopu umoznujici praci za pokojové teploty | za
kryo-podminek.

Zafizeni pro zvySeni vodivosti povrchu vzorku (sputter
coater) integrované do komory mikroskopu.

Software pro automaticky sbér FIB-SEM tomografickych
dat (AutoSlice and View 4), software pro korelaci dat
svételné a elektronové mikroskopie (Maps 3).

Knihovny pro ovladani funkci mikroskopu pomoci
skriptli v jazyce Python.

Soucasti doddvky bude kompletni dokumentace v
¢eském nebo anglickém jazyce.
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